Laborator pro analyzu vzorku

Skenovaci mikroskop atomovych sil a jeho prisluSenstvi

Skenovaci mikroskop atomovych sil, ktery umoziuje zobrazovani elektronickych struktur,
senzort, biologickych struktur az po jednotlivé atomy. Zatizeni bude vyuzito predevsim v
oblasti mechanickych a elektronickych zabezpecovacich systému pro vyzkum a vyvoj novych
materiali vhodnych pro konstrukci bezpec¢nostnich dveii a okennich ramt, vyvoj
bezpecnostnich prvki, bezpecnostnich folii a skel odolnych proti rozbiti.

Interaktivni prezentace obsahuje:
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o Skenovaci mikroskop atomovych sil
« MAC Mode Il

e Antivibra¢ni skiin

e Napdjeni s dualnim vystupem

e Hlavni elektronika

e Obvodovy analyzér

« AFM Controller

o Ukdazka softwaru PicoView

AFM Skenovaci mikroskop atomovych sil

e Skenovaci rozsah: 90um x 90pum x 8um
o Hluc¢nost: 0.5A


http://nod32.fai.utb.cz/promotion/cebia/AtomMikro.html

Velky viceucelovy scanner:

e Skenovaci rozsah: 90um x 90um
e Z-rozsah: 8um

Maly scanner:

e Skenovaci rozsah: 9um x 9um
e Z-rozsah: 2um

Vice informaci naleznete na strankach vyrobce

MAC Mode 111

e Vstupni frekvenéni rozsah: 200Hz az 6MHz; -3dB

e Vystup: devét softwarové volitelnych hodnot ( 80Hz a 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz,
2kHz, 5kHz, 10 kHz, 20 kHz)

e Frekvenc¢ni rozliSeni: 0.009Hz

o Tti zesilovace modulil

Vice informaci naleznete na strankach vyrobce



http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-33986.892599.00&lc=eng&cc=CZ
http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=CZ&lc=eng&nid=-33985.914259&pageMode=OV&cc=CZ&lc=eng

AFM Kontroler

e Vstup: deset 16-bitovych kanalt

e Vystup: Ctyfi 24-bitové kandly, = 10V

e Rozhrani USB

e Napajeni: 100 - 120V AC nebo 220 - 240V AC 1A; 50 - 60Hz

Vice informaci naleznete na strdnkach vyrobce

Ramantav mikrospektrometr InVia Basis

Ramanova spektroskopie slouZzi pro identifikaci materiali. Vyhodou je, Ze analyzovat vzorky
(at’ uz organické, anorganické, pevné, kapalné nebo plynné) je mozné pies jakykoliv obalovy
material.

Zatizeni bude vyuzito pro vyvoj detek¢nich systémi vybusnych latek a pro vyvoj
zobrazovacich systému pro metrové vzdalenosti k zjiStovani zbrani a vybusnin v zavazadlech
nebo pod odévem.

Ramaniiv mikrospektrometr InVia Basis

o Spektrograf s ohniskovou vzdalenosti: =250 mm (propustnost < 30%)

o Nejmensi stopa laserového svazku : d = 1 um (dle objektivu a vinové délky laseru)

o Velikost stopy laseru v rozsahu: od 1 um az 300 pm

e Rayleightv dielektricky filtr optimalizovany na vinovou délku: 514 nm

e Motorizovany nosi¢ difrak¢nich mtizek s vestavenym thlovym odmétfovanim nesouci
magneticky upnutou difrakéni miizku s hustotou 1800 ¢ar/mm

e Technologie Synchroscan

Vice informaci naleznete na strankach vyrobce



http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3848EN.pdf
http://www.renishaw.com/en/invia-raman-microscope--6260#tocTarget0

Tera View spektrometr
Tera View spektrometr

Terahertzovy ptenos a méteni odrazu v pevnych latkach, kapalinach, suspenzi a kali
Spektralni rozsah 0,06 THz az 4 THz

Solid-state emitor a detektor okolni teploty provozu

ATR moduly pro optimalizované méteni na pouhém 1 mg pevného vzorku

Vice informaci naleznete na strankach vyrobce
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http://www.teraview.com/products/terahertz-pulsed-spectra-3000/index.html

